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Il Muestreo de Sefiales
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1l Muestreo de Sefales
Teorema del Muestreo

!
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Figure 421 Relationship between frequency vanables F and f.

Relacién producto del Muestreo entre la frecuencia discreta de (x(n)) (DTFT
X(2nf)) y la frecuencia continua FT F de (X4(t)).
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Il Muestreo de Sefiales
Teorema del Muestreo: Interpolacion

Figure 4.19 Reconstruction of a continuows-time signal using ideal interpolaiion.
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Il Muestreo de Sefiales

Teorema del Muestreo
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Il Muestreo de Sefiales

ALIASING en Sefiales Sinusoidales: Caso

Spectrum
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